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ZEISS METROTOM 80

Potgczenie szybkosci i preeyzji w kontroli
0 wysokiej gestosci =

Wydajny, wszechstronny
tomograf CT do czesci

o wysokiej gestosci

ZEISS METROTOM 800 320 kV jest przeznaczony do wysoce
precyzyjnej inspekcji i pomiardw gestych materiatow, takich jak
Inconel, kobalt-chrom (CoCr) oraz czeéci metalowych
wytwarzanych przyrostowo lub zespotow wielomateriatowych.
Dzieki napieciu 320 kV i zaawansowanej technologii obrazowania

zapewnia szybsze skanowanie i niezrownang dokfadnos¢, nawet

w przypadku duzych lub skomplikowanych elementow.

®

System spetnia standardy VDI/VDE 2630 1.3, zapewniajac najwyzsza dokfadnos¢ pomiaru zaréwno w przypadku
kontroli jakosci, jak i krytycznych inspekcji ztozonych geometrii.

Uniwersalny tomograf
komputerowy do matych

i duzych czesci

Dzieki zrodiu promieniowania rentgenowskiego o wysokim
napieciu i dostosowywanym ustawieniom skanowania, system

zapewnia optymalng moc przenikania i doktadnos$¢ dostarczajac
precyzyjne wyniki dla roznych rozmiarow czesci i materiatow.

Jest to idealne rozwigzanie zaréwno do inspekgji, jak i pomiarow

w szerokim zakresie zastosowan przemystowych.

Zastosowania

Lotnictwo Technologia medyczna

m Struktury wewnetrzne matych = Implanty kobaltowo-chromowe
topatek z Inconelu (np. komponent udowy
m Czesci metalowe wytwarzane i piszczelowy endoprotezy kolana)
przyrostowo (np. dysze wtryskowe) = Implanty tytanowe (np. ptytki

kostne i $ruby)

Elektronika
= Mate czujniki w stalowej obudowie

Pojazdy NEV

m Ogniwa baterii umieszczone
w stalowej obudowie m Zespoly czesci z roznych

m Stosy baterii i mniejsze moduty materiatow

m Duze ztacza m Silniki z magnesami i miedzianymi

m Stojany cewkami



Szybkie skanowanie
z doskonata jakoscia
obrazu

Krotka odlegtos¢ miedzy zrédtem a detektorem umozliwia skanowanie
do czterech razy szybciej niz w przypadku innych systemow ZEISS
METROTOM, co jeszcze bardziej skraca czas skanowania w
zastosowaniach o wysokiej przepustowosci. Dodatkowo ZEISS
scatterControl minimalizuje artefakty wywotane promieniowaniem

rozproszonym, zapewniajac ostre obrazy o wysokim kontrascie nawet

w przypadku gestych materiatow — idealne potaczenie szybkosci
i jakosci obrazu dla wymagajacych inspekcji przemystowych.

Lampa rentgenowska pracuje w sposob ciggly przy wysokim napieciu nie wymagajac fazy chtodzenia. Zapewnia to maksymalna
@ dostepnos$¢ systemu, umozliwiajgc wykonywanie kolejnych skanow bez przerw — zaréwno przy dtugotrwatych inspekcjach, jak
i w aplikacjach at-line o wysokiej przepustowosci.

Kompleksowa analiza
danych CT w 3D

tatwe w obstudze oprogramowanie inspekcyjne ZEISS INSPECT X-Ray
umozliwia kompleksowg analize danych wolumetrycznych w 3D — w trybie
zautomatyzowanym lub niestandardowym, a dodatkowo jest odpowiednie
nawet dla poczatkujgcych uzytkownikow. Oprogramowanie pozwala na .
precyzyjna analize geometrii, jam skurczowych, czy struktur wewnetrznych

i zespotow czesci. Nawet niewielkie wady staja sie widoczne dzieki
indywidualnym obrazom przekrojéw.

Rozne opcje oprogramowania, takie jak oparte na sztucznej inteligencji
rozwigzanie ZEISS Automated Defect Detection, dodatkowo rozszerzaja
mozliwosci kontroli detali z uzyciem ZEISS INSPECT X-Ray, automatyzujac

wykrywanie wad i upraszczajac proces inspekdji.

Dane techniczne

Lampa rentgenowska 320 kV z mikrofokusem, max. 500 W

METROTOM

= Detektor pfaski (FPD) 3072 x 3072 pikseli przy 139 pm
Wymiary 1820 x 3200 x 2100 mm
Masa czesci  do 50 kg

Max. obszar 325 mm x 250 mm
rekonstrukcji - 325 mm x 520 mm
(érednica, X (pionowe rozszerzenie pola widzenia)
wysokos) 500 mm x 470 mm
(pionowe i poziome rozszerzenie pola
widzenia)

Zobacz wiecej informacji na naszej stronie internetowe;j:

zeiss.pl/imt


https://www.zeiss.pl/metrologia/systemy/rozwiazania-rentgenowskie/rozwiazania-rentgenowskie-3d/metrotom-800-320-kv.html



